
PIC（光集積回路）
テストソリューション
より早く、 より良いテストを

業界をリードする専門技術とソリューション

高速 | 高精度 | 拡張性

機能テスト アクティブ・テスト パッシブ・テスト

BA-4000 XTA-50 T1000S-HP

BERテスター 自動チューナブル・フィル ター 

サンプリングスコープ 光スペアナ パッシブ光コンポーネントテスター

掃引型チューナブル・レーザー

EA-4000

OSA20
CTP10 CT440

光スペアナ

自動チューナブル・フィル ター 掃引型チューナブル・レーザー

Learn more on 

EXFO.com



典型的なPICウェーハテスト構成
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Learn more on 

EXFO.com


